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ProtoZe je mozno spotitati miizkovou konstantu téz naSim
zpasobem pomoci tthlu » vypoéteného z rozdilu Ghla ¢, zmétenych
na pf. metodou Siegbahnovou (v tom piipadé ovSsem s mensi
presnosti), miZeme pouziti, jak jsme se presvédéili, i na méreni
jinych autord, tohoto postupu k eliminaci vlivii chybné justace,
vnikéni zafeni do krystalu,'®) vlivu vad krystalu a jako kontroly
méfeni.

Spektroskopicky ustav Karlovy university.
*

Une méthode nouvelle pour mesurer les constantes cristallines.
(L’extrait de l'article précédent.)

En combinant le principe de mesurer les constantes de réseaux
cristallins indiqué déja par M. A. Pavelka avec la maniére de
compter les angles dans la méthode de M. Siegbahn, une méthode
nouvelle est trouvée. La voici:

On photographie la méme raie spectrale d’une longueur d’onde
donnée sur la méme plaque photographique du porte film dans
I’ordre m et dans I’ordre »; en méme temps on tourne l'alidade de
l'angle ¢ approximativement égal & 2¢, — 2¢u, compté sur le
cercle divisé. Donc -

a = 2pn — 2¢m + 4,
. "":(P"_(Pm:'%(aid)’
ol A représente la distance des lignes spectrales sur la plaque
photographique, exprimée en degrés. Les mesures de l'angle x
se font d’une maniére de la méthode de Siegbahn. A I'aide de cet
angle x, sin @, nécessaire pour ’équation de Bragg est compté:

sin

sin @p = . —"
V(ﬁ) —2 (_’n_) cos x + 1.
\ m m

Mais 1’équation de Bragg ne donne pour les constantes de réseaux
que les valeurs fictives (& cause de réfraction des rayons X). Cette
constante fictive est reliée avec la constante réale désignée d.
dans la méthode de Sieghahn d’aprés la formule

2
&y = . (1_‘”“"

n?A?
u étant indice de réfraction: Analogiquement, pour notre méthode
nous avons trouvé la relation pour n/m > 3, n > m

18) V. Kunzl-J. Koéppel: V&stnik III. radiolog. kongresu v Praze,
duben 1933. ' "
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4d .20
dm,n = do (1 - Wﬂ._z)x
n2
1 4d 20 (n? md
ak +§ﬁﬁ(ﬁz—1) 1+ 3
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La qualité de cette méthode était prouvée en mesurant la constante

de réseau de la face thomboédrique de quartz (1011). Les mesures
ont été faites au moyen de la raie CuKe, (A = 1537,395 z-u) dans
les premier et deuxiéme ordres. Le réglage et la mesure de la
constante du spectrographe étaient faits & l'aide des moyens,
dont la mesure propre de la constante de réseau se servait. Surtout
la constante du spectrographe a été mesurée par une maniere
nouvelle. Pour controle, les mesures de la constante de réseau -
ont été faites en méme temps par la méthode de Siegbahn. Les
valeurs trouvées (corrigées pour 18°C) se lisent sur les tableux
ajoutés. Elles sont en bon accord dans les limites de la précision,
quoique les valeurs de la méthode de Siegbahn semblent étre
influencées par les fautes systématiques dues au réglage imparfait.
Donc le dérangement de la face cristalline parallel a ’'axe du spectro-
graphe influence le dérangement de la raie spectrale sur la plaque
photographique. Alors les valeurs vraies g, différent par la faute

16, ol 0, = 24 cos @y,

A étant la valeur du dérangement de la face cristalline. Les valeurs
de % ne différent que de
% (00 — Om). ‘

Le spectrographe n’étant assez précis pour découvrir les avantages
de la méthode nouvelle, nous nous sommes servis du procés inverse.
Done, pour prouver expérimentalement I'influence inégale du réglage
imparfait dans les deux méthodes, nous avons dérangé le cristal pour
ce but d’une valeur trés grande 4 = 0,1 mm. Et vraiement, on peut
voir que la méthode nouvelle est dix fois moins influencée, en bon
accord avec le calcul. D’'une maniére analogique, la.pénétration
du X-rayonnement dans le cristal et la courbure du cristal n’influen-
ce que peu la méthode nouvelle. La méthode imaginée est alors
aussi précise que celle de Siegbahn. Au plus, en excluant les fautes
systématiques, elle peut servir de controle par rapport a celle de
Siegbahn. Il suffit de compter la valeur x» = gn— @m, @n, Pm
étant mesurés par la méthode de Siegbahn et calculer par la ma-
niére indiquée la constante de réseau privée des fautes systé-
matiques. . :

Casopis pro p&stovani matematiky a fysiky. Ro¢nik 63. 9
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